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1. Los rayos X

Introduccion. Produccion de rayos X. Lineas espectrales. Espectro continuo y espectro
discontinuo. Ley de Douanne-Hunt. Ley de Moseley. Interacciones entre los rayos X y la materia.
Efecto fotoeléctrico y fluorescencia. Difusion elastica. Otras interacciones. Absorcion
macroscopica. Coeficiente de absorcion. Filtros. Aplicaciones practicas de las interacciones de los
rayos X con la materia. Cuadro general de técnicas.

2. Bases tedricas

Matrices y vectores. La funcion de densidad electronica. La funcion factor de estructura.
Transformacion de Fourier. Red reciproca. Condiciones de difraccion. Ecuacion de Laue.
Construccion de Ewald.

3. Métodos de monocristal

Caracteristicas generales. Clases de Laue. Ley de Friedel. Métodos clasicos: Laue, rotacion-
oscilacion, Weissenberg, precesion. Extinciones sistematicas. Determinacion del grupo espacial.

El difractometro automatico. Correcciones de Lorentz, de polarizacién y de absorcion. Concepto de
determinacion de la estructura cristalina. El problema de las fases. Programas de resolucion y de
afinamiento. Programas de dibujo. Observacion estereoscopica de estructuras. Analisis de
resultados.

4. Métodos de difraccion de polvo
Introduccion. Métodos de grabacidon fotografica. Difractometro de polvo. Analisis cualitativo.
Powder diffraction file. Analisis cuantitativo. Ajuste de perfiles. El método de Rietveld.

5. Fluorescencia de rayos X
Introduccion. Andlisis cualitativo. Analisis cuantitativo.



